
























































Cuを ドープして,precititateした Cuで転位線 をdecorateさせた｡この試料を赤外線顕微
鏡を使って観察 し,Frank-Read源からの転位の増殖を証明 している｡
ついで,Dreeben2'はCdS:Cu単結晶を成長 させ,光学顕微鏡を使って観察 した｡CdS





顕微鏡の焦点を試料結晶内に移動 させてい くことで,3次元的な観察が可能になって くる｡

































多量の不純物 (仕込量 :5×10ー3m01%,試料番号 :#113)を仕込んだ試料について,
同一場所を(a)表面と(b)透過観察 した場合を第 1図に示した｡第 1図(a)に示 した表面観察像で
は,努開した時の結晶表面の小さなステップが観察されるのみである｡ しかし,同一場所を
透過光で観察 (第 1図(b) すると試料板内に鱗状の析出物が観察される｡
別ロット (仕込量 :6×10~3m01%,試料番号 :#117)の (110)努開板についての拡大































































で他の元素についても計測 したが,不純物 Cuの仕込量 1×10~3m01%以下の場合はいずれ
の元素についても検出できなかった (主成分 Zn,Seは除く)｡これは,転位線が観察される
位置でも,析出物がプローブ電子線の到達出来る表面層に存在するとは限らないため,光学
顕微鏡での転位線観察像 とCu-Kα線の検出位置 とは必ず しも一致 していない｡また,析出
物の含有量が微量なためEPMAの検出限界に近いことなどの条件が加わり,Cu分布のE










そこで,結晶を傾けて透過観察 してみた｡試料 と光学顕微鏡の対物 レンズが接近 している
ため大きな角度まで傾けることは出来ない｡単結晶番号#107(不純物仕込量 :4×10~3m01
%)の双晶粒界を中心に前後に約10度試料結晶を傾け,透過光で観察 した場合を第8回に示


































6×10 3molO/.の多量仕込みの場合は,鱗状 (形状は第 1, 2Fxl参照)であった decorate
により,再配列 して円状になると報告 してお り,消滅する場合の報告はない｡それ故,
Dreeben-'･lの試料はCdSであるが,我々の多量に仕込んだ場合 (仕込量 :3-6×10 -mol
o/o)に相当すると推定される(,














焦点位置の異なる写真 (第 7, 8回(a),(b) を比較 して,巨視的には decoratelineは繋
がっているが,シャープな像が得られる位置は移動 している｡それ故,努開面 (110)に平
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